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Warunki Lauego

Maksima wigzace sie z czynnikiem
geometrili zadaja warunki Lauego
wyrazone poprzez rownania:

2mn (2)
2mm,  (3)
gdzie n 1 m sa licgzbami catkowi-
tymi. Zbior punktéow wyznaczonych
poprzez wektory (kg k) speliajace
warunki Lauego nazywany jest siecig
odwrotna.

W celu sprawdzenia tych warunkow
wykonano pomiary dhlugosci [2] od-
powiednich wektoréw a; rozpinaja-
cych sieci rzeczywiste oraz b; rozpi-
najacych sieci odwrotne. Zbadanych
zostato dziesie¢ roznych masek , mo-
delujacych sieci proste oraz heksago-
nalne. Przy wyznaczaniu iloczynow
skalarnych zostaty uwzglednione ka-
ty pomiedzy odpowiednimi wektora-
mi sieci rzeczywiste] oraz sieci od-
wrotnej. Uzyskana z pomiaréw sta-
ta nie wynosi 27, lecz sprowadza sie
do innej wartosci wynikajacej z geo-
metrii uktadu. Dla zbadanych modeli
powierzchni, uzyskano srednie odchy-
lenie od wartosci wyznaczonej stalej
wynoszace 2, 45%.
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Uklad pomiarowy

Obrazy dyfrakcyjne zostaly otrzymane wedle schematu przedstawionego ponizej. Obrazy rzeczywiste uzyskano
poprzez oswietlenie modeli powierzchni swiattem projektora. Wytworzone w obu przypadkach obrazy zostaty
nastepnie zarejestrowane przy pomocy kamery:.

Obraz dyfrakcyjny

Uktad rozciggajacy
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Dyfrakcja

Natezenie Swiatla rejestrowanego przy pomocy kamery jest kwadratem z modutu jego amplitudy. Stosujac
przyblizenie dalekiego pola oraz korzystajac z okresowosci funkeji transmisji maski f(x,y) = f(x+ a1,y + az),
jego wartosé mozna wyrazi¢ przy pomocy rownania [1]:
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I(x,y) = 2
gdzie N, M sa liczbami komorek elementarnych objetych swiattem lasera, natomiast catkowanie przebiega po

calym obszarze maski. Pierwszy czton rownania (1) nazywa sie czynnikiem strukturalnym, natomiast drugi
czynnikiem geometrii sieci.

Czynnik strukturalny

Czynnik ten decyduje o wzglednym natezeniu refleksow. Jego dzialanie jest podobne do wykonania trans-
formaty Fouriera funkcji transmisji f(z,y), jednak rézni sie od niej obszarem catkowania. Na ponizszych
rysunkach zostaly przestawione obraz dyfrakcyjny (A) oraz transformata Fouriera obrazu rzeczywistego (B)
sieci heksagonalnej Si(111)7x7. Podobienistwo obu tych obrazéw ukazuje zgodnos¢ z przewidywanym sposobem
dzialania tego czynnika.
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Czynnik geometrii sieci

Ze wzgledu na postac tego czynnika mozna zauwazyc¢, ze jego dzialanie sprowadza si¢ do wyrdznienia polozen
weztow sieci odwrotnej oraz wygaszenia obszarow znajdujacych si¢ pomiedzy nimi. Ostrosé uzyskanych obrazow
jest tym wieksza, im wigksza jest liczba komarek elementarnych oswietlonych swiattem lasera (liczby N i M).
Efekt ten mozna zauwazy¢ obserwujac przebieg funkcji g(x) = sin?(Na)/ sin?(z):
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BADANIE MODELI POWIERZCHNI KRYSTALICZNYCH METODAMI DYFRAKCYJNYMI

Problem fazowy

W wyniku dyfrakeji czesé informacji zwiazanej ze struktu-
ra powierzchni rozpraszajacej jest tracona w wyniku proble-
mu fazowego. Zjawisko to jest zwigzane z pomiarem nateze-
nia Swiatta, ktéry prowadzi do utraty informacji o jego fazie.
Efekt ten mozna zaobserwowac na ponizszych rysunkach. Zo-
staty przedstawione odpowiednio: obraz sieci rzeczywistej (C)
oraz transformacja obrazu dyfrakcyjnego (D). Jak mozna za-
uwazy¢ obrazy te maja podobng symetrie, jednak w wyniku
problemu fazowego jest tracona informacja o strukturze ko-
morki elementarnej.

W przypadku sieci o prostej budowie komorki elementarne;
mozliwe jest doktadne odtworzenie postaci sieci rzeczywiste;.
Przykladem takiej sieci jest sie¢ kwadratowa prosta. Obraz
rzeczywisty tej sieci (E) wraz z transformata Fouriera obrazu
dyfrakeyjnego (F) zostaty przedstawione ponizej.
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